Das Leistungsangebot von TITK und OMPG wird
nachfolgend im Uberblick dargestellt.

Werks tof fko mpetenz fur

e Kunststoffe/ Compounds

® Faserverbundwerkstoffe

Schaumstoffe

Textile Flachengebilde/ Vliese

Fasern/ Garne/ Filamente

Leder/ Kunstleder

Gummi

Polymerlésungen

@ Rucknahmepflichtige Elektrogerate (RoHS)

Charakterisierung

@ Chemische Analytik

@ Reaktionsanalysen

@ Physikalische Charakterisierung
@ Mechanische Charakterisierung
e Klimalagerung

@ Bewitterung

@ Belichtung

@ Bestandigkeiten

Farbmessung

Brandprifung

Elektrische Kennwertbestimmung
Oberflachenuntersuchung
Schichtuntersuchung

@ Partikelanalyse

Verarbeitu ng

Vliesherstellung (Nadel-, Nass-, Spinnvlies)
Compound- und Verbundherstellung
Laminatherstellung

Folienherstellung

Beschichtung

Schmelz-, Nass- und Trocken-Spinnen
Feinstmahlung

Beflockung

Detailliertere Angaben finden Sie unter www.ompg.de.

Ansprechpartner

Fir Prifdie nstleistung:

Frau Dipl. -Ing. Ute Schwarz

Leiterin und QS-Beauftragte Kun ststo ffe
Telefon: 03672 /379 — 420

Telefax 03672 /379 - 379

Email: schwarz@titk.de

Fur Forschung und Entwicklun g:

Herr Dr. Stefan Reinemann

Leiter der Abteilu ng Kunststof f-Fors chu ng
Telefon: 03672 / 379 - 400

Telefax 03672 /379 - 379

Email: reinemann@titk.de
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Forschung und Entwicklung

Das TITK ist ein anerkanntes Materialfo rsc hun gsin stit ut
auf den Gebieten der Funktions- und Strukturpolymere, Verbund-
werkstoffe, Kunststoff-Verarbeitung und Nanowerkstoffe.
Essentieller Bestandteil hierfirr ist die Charakterisierung und
Schadensanalyse von Oberflachen, um Schwachstellen
aufzuklaren bzw. vorzubeugen.

Ziel der Forschung ist die:

@ Beurteilung von Benetzungs - und Haftung spro blemen
@ Untersuchung von Adh asion seig enschaften

@ Qualit atssic herung von Oberflachen und Schichten

@ Optimie rung von Beschichtungen (Coatings)

@ Untersuchung der Qualit & von Oberfl &chenbe handlun gen
(z.B. Plasmavorbehandlung)

® Prifung der Oberflache nrei nheit

Akt uelle Forsc hungsthemen:

@ Untersuchungen zum Einfluss nanoskaliger
Additive auf die Oberflacheneigenschaften von
Nanokompositen

@ Optimierung von Technologieparametern bei
Rolle-zu-Rolle-Prozessen zur Herstellung von
Mehrfachschichtsystemen fiir Polymerelektronik

® Untersuchungen zur Auswirkung verschiedener
Lésungsparameter auf das Applikationsverhalten bei
der Funktionalisierung von Bauteilen

@ Untersuchungen von Mehrfachschichtsystemen fir
Polymersolarzellen

Technik

@ Kon taktw inke Ime ssg erat

mitwPC-gesteuertem Multi-Dosiersystem mit bis zu 4 verschiedenen
Standard Testfl Gissigkeiten

wPC-gesteuertem Einfach-Dosiersystem fir das Auftragen und die
Messung von Sonderflissigkeiten

WKamera (Aufnahmegeschwindigkeit bis 360 Bilder/sec) und
Madglichkeit der Einzelbildauswertung

WPeltier-Temperierkammer (Temperaturbereich von -30 °C bis +160 °C)
Schutzgasanschluss

WNeigetisch

300 x 8 x 150mm

1 x 102 bis 100mN/m
0,01 mN/m Messaufldsung
0 bis 180°

+/- 0,1° Messgenauigkeit

max. Probenabmessungen:
Messbereich Oberflachenspannung:

Messbereich Kontaktwinkel:

® 3D-Mikros kop (Weillich t, ko nfo kal)

Auflésung in Z-Ebene max. 10 nm
Bildfeld ab 150 x 160 pm
Arbeitsabstand 10cm

@ Lich tmikroskop
fur Messgrof3en bis minimal 1 pum
3D-Aufnahmetechnik zur Erh6hung der Tiefenschéarfe
Software fur digitale Bildanalyse
Differentieller Interferenz-Kontrast zur plastischen Darstellung
von Oberflachen
Arbeitsstand: 2,5 cm

@ Videokamera fir mikro sko pisc he Aufnahmen (Farbe)

® Anlage fur Plasmabehandlu ngen
@ Sputter -Coater
@ Spin-Coater
@ Ellip som eter

# REM/ EDX

@ Ato m-Kraft-Mikros kop (AFM)
@ IR-Mikros kop

@ FT-IR-Spektro meter

<
g

Leistungsangebot

@ Bestimmung von:

s Oberflachenspannung

8 Grenzflachenspannung

® Oberflachenenergie

s Abrollwinkel (z. B. Lotuseffekt)

s Benetzungsverhalten (,Wetting Envelopes"®)

@ polaren und dispersen (unpolarer)
Anteilen der Oberflachenenergie von Festkdrpern
und Flussigkeiten

@ optische Kennwerte (Transmission, Absorbtion,
Streuung, Reflexion)

® Messungen
® am hangenden Tropfen (Pendant Drop),
® am sitzenden Tropfen (Sessile Drop) statisch und
dynamisch (Fortschreite- und Riickzugswinkel),
® an gekrimmter Oberflache,
8 unter Schutzgas-Atmosphéare und
s temperaturabhangig

@ Stru ktu rch arakterisie rung durch Messung von
® Form,
@ Rauheitsparameter (p-Welligkeit, p-Rauheit),
® Hohen und Breiten von Strukturen und
8 Oberflachenmorphologie im Nano-Bereich

@ Schadensanaly se
s Analyse von Verunreinigungen
8 Quantifizierung und Visualisierung von
VerschleiBparametern

@ Aufnahme von Videosequenzen
(Einzelbildauswertung)

@ Plasmabehandlung von Oberflachen fur
nachfolgende Beschich tungen (kleinfl &chig)

Erganzende Untersuchungen:

@ Schichtdickenbestimmung
@ Kratzfestigkeitsprifung, Abriebverhalten
® Alterungsuntersuchung (Klimaprifstand)

@ elektrische Kennwerte
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